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1. Elmélet: polarizált fény és ellipszometria 

2. Anyagok optikai tulajdonságai: dielektromos függvény modellek, effektív közeg közelítés kevert fázisú 
anyagok esetén 

3. A spektroszkópiai ellipszometriai mérések kiértékelése: optikai modellalkotás, spektrum illesztés 

4. A null ellipszométer részegységei: fényforrás, polarizátor, kompenzátor, analizátor, fényintenzitás 
detektor, a működés alapelve 

5. A korszerű spektroellipszométerek típusai:  forgó kompenzátoros vagy fotoelasztikus modulátorral 
működő  

6. Az ellipszometria alkalmazásai: dielektrikumok, félvezetők, fémek 

7. Speciális alkalmazások: nanostrukturált anyagok, anizotrópia, UV, IR, élettudományok 
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